
' *»• Ł-UKD 681.615.46:655.24 jut

O ?  hc f N O R M A  B R A N Ż O W A BN-74
7442-05

P O L IG R A F IA
M a te r ia ł  z e c e r s k i

S p ra in d zan ie  ró m n o śc i Zamiast

lin ii p ism a czc io n ek BN-65/7442-05

Grupa katalogowa XVII 94

Composing m aterial 
Testing of type line

Matériel de composition 
Vérification de la ligne 

de lettres

HafiopHHH MaTepnan 
IIpoBepKa JiHHHH ni|)H$Ta

Setzmaterial
Prüfung der Schriftlinie

1. WSTĘP

1.1. Przedm iot normy. P rzedm iotem  n orm y są 
m etod y  spraw dzania  lin ii p ism a czcionek  i jed
n o litych  w ierszy  składu.

1.2. Rodzaje metod badań. R ozróżnia się  dw a  
rodzaje m etod  badań:

a) m etoda m ikroskopow a,

b) m etoda lin iom ierzow a.

1.3. Zakres stosowania metod. M etodę m ikro
skopow ą n a leży  stosow ać w  zakładach  produku
jących  czcionki. M etodę lin iom ierzow ą m ożna  
stosow ać w  drukarniach do badań p orów n aw 
czych  —  orien tacyjn ych .

2. POBIERANIE I PRZYGOTOWANIE PRÓBEK

2.1. Pobieranie próbek —  w g B N -65/7442-03 , 
przy czym  w  zesta w ie  próbki p ow in n y  w y stęp o 
w ać rów n ież czcionki w zorcow e —  H, m , z, ,x.

2.2. P rzygotow an ie  czcionek  do badań. C zcion
ki przed pobraniem  do badań n a leży  oczyścić  z 
p yłu  m eta low ego .

2.3. K lim atyzow anie próbek. C zcionki przed  
badaniem  n a leży  k lim atyzow ać w  tem peraturze  
293 ± 1  K  (20 ± 1°C). Z aleca się  k lim a ty z o w a 
nie w  k lim atyzatorze  w g P N -6 1 /P -5 0 0 6 7  przy  
w ilgotn ości w zg lęd n ej około 50% .

3. METODA MIKROSKOPOWA

3.1. Zasada badania polega na pom iarach  od
leg ło śc i od p łaszczyzny sygn atu row ej opartej na  
p ły tce  oporow ej z kraw ędzią  pom iarow ą do k ra
w ędzi oczka, w yk o n y w a n y ch  m ikroskopem  w a r
szta tow ym  m ałym  typ  MWM w g rys. 1, w y p o 
sażonym  w  urządzenie ustaw czom ocu jące czcion 
ki w g rys. 2.

3.2. P rzyrząd
3.2.1. Opis przyrządu. N a rys. 1 podano k o n s

trukcję m ikroskopu w arsztatow ego m ałego  typ  
MWM, stosow an ego  do oznaczania lin ii p ism a.

Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego 
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Poligraficznego dnia 6 maja 1974 r. 

jako norma obowiązująca w zakresie czynności określonych normą od dnia 1 stycznia 1975 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 25/1974 poz. 78)

W YDAW NICTW A N O R M A LIZA CY JN E 1974. W pływ  do W N 30.5.74. O d d an o  do sk ła d u  31 .7 .7 4 . 
D ru k  u kończono  w  g ru d n iu  74. O b j. 0,75 a. w . N a k ła d  1300+50 egz. R Z G  — 1972

C e n a  z ł 3,60
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3.2.2. W yposażen ie przyrządu. N a rys. 2 poda
no rozw iązan ie k on stru k cyjn e urządzenia m ocu 
jącego do w yp osażen ia  m ikroskopu w arszta to 
w ego m ałego w  celu  spraw dzania rów ności lin ii 
pism a czcionek.

Rys. 2. Urządzenie mocujące

1(25) ')  — listwa mocująca, 2(26)*) — łapki mocujące, 
3(27) [) — wkręt mocujący listwę mocującą do stołu 
mierniczego, 4(28) — stół mierniczy mikroskopu MWM, 
5(29) 2) — płytka oporowa baza pomiarowa, 6(30) — bel
ka nastawcza, 7(31) — wkręt mocujący belkę nastawczą 
do stolika mikroskopu, 8(32) — płytka dociskająca czcion
ki do płytki oporowej 5(29), 9(33) — tuleja prowadząca, 
10(34) — sprężyna, 11(35) — wkręt specjalny, 12(36) — 
trzpień, 13(37) — krzywka zwalniająca docisk sprężyno
wy 10(34), 14(38) — czcionki badane, A — krawędź po

miarowa płytki oporowej.

3.2.3. Z estaw ien ie  przyrządu. W celu  w yk on a
nia badania od leg łości lin ii p ism a n a leży  zesta 
w ić urządzenie m iern icze sk ładające s ię  z:

—  m ikroskopu w arszta tow ego  m ałego  MWM  
w g rys. 1,

—  urządzenia m ocującego  w g rys. 2.
Na sto le  m iern iczym  2 zam ocow ać w stęp n ie, 

w k rętem  m ocującym  3(27) lis tw ę  m ocującą 1(25), 
a n astęp n ie  łapkam i 2(26) zam ocow ać p ły tk ę  
oporow ą bazę pom iarow ą 5(29). Po przeciw nej 
strom e p ły tk i oporow ej 5(29) na sto le  m iern i
czym  m ikroskopu zam ocow ać w stęp n ie  w k rętem  
7(31) zespół docisk ow y sk ładający  się  z 6(30), 
8(32), 9(33), 10(34), 11(35), 12(36), 13(37).

3.2.4. Przygotowanie przyrządu do badania.
U staw ić „zero” :

—  na bębnie śru b y  m ikrom etrycznej do prze
su w u  poprzecznego 4,

—  bębnie śruby m ikrom etryczn ej do przesu
w u podłużnego 5,

—  na podziałce k ątow ej, poch ylen ia  ko lu m n y  
śrubam i regu lu jącym i 10 i 11,

1) Dodatkowe wyposażenie fabryczne mikroskopu 
MWM.

2) Wysokość płytki oporowej równa 23,56

—  oraz na podziałce kątow ej g ło w ic y  gon io- 
m etryczn ej 18 i  p okrętce obrotu  sto łu  m iern i
czego.

N a w stęp n ie  zam ocow anej p ły tce  oporow ej 
5(29) u staw ić  z grubsza ostrość k raw ędzi A  p ły t
ki oporow ej pokrętką do ręcznego p rzesu w u  tu -  
busa 15 i 16 i dok ładn ie —  pokrętką  ruchu d r o b 
nego o b iek ty w u  17. Tak p rzygotow an ym  u k ła
dem  op tyczn ym  m ikroskopu regu low ać w stęp n e  
zam ocow anie lis tw y  oporow ej 5(29), aż kraw ędź  
A  p ły tk i oporow ej 5(29) pok ryje  się  dok ładn ie  
z poziom ą lin ią  krzyża  w  okularze 19 g łó w k i 
goniom etrycznej 18.

W yregu low aną p ły tk ę  oporow ą 5(29) zacisnąć  
na sta łe  łapkam i m ocu jącym i 2(26) do l is tw y  m o
cującej 1(25), a n astęp n ie  zacisnąć lis tw ę  m o
cującą w k rętem  3(27) do sto łu  m iern iczego  2. 
Z espół docisk ow y w stęp n ie  zam ocow an y  na sto le  
m iern iczym  w y regu low ać  tak, ab y  p ły tk a  doci
skająca czcionki 8(32) b y ła  zam ocow ana w  od
leg łośc i za leżnej od w ie lk ośc i stop n ia  czcionk i, 
przew idzianego do pom iaru lin ii p ism a, p o w ięk 
szonej o około 0,5 -4- 1 mm.

3.3. W arunki pom iaru. P om iar n a leży  w y k o 
nać w  tem peraturze 293 ± 2  K  (20 ± 2 °C ).

3.4. Liczba badań. N ależy  zbadać w szy stk ie  
czcionki w  próbce. J eże li liczba czcionek, s ta 
now iąca próbkę, n ie  m ieści się  na k raw ęd zi p o 
m iarow ej A  n a leży  w ykonać ty le  badań, aby  
zbadać w szy stk ie  czcionki.

3.5. Opis badania. U staw ić badane czcionki na 
sto lik u  m ikroskopu 2 p łaszczyzną sygn atu row ą  
do kraw ędzi A  p ły tk i oporow ej 5(29). P rzek rę
cić krzyw kę 13(37) o kąt 90°, pow odując docisk  
badanych czcionek  do kraw ędzi pom iarow ej A  
p ły tk i oporow ej 5(29) sprężyną 10(34) ze sta łą  
siłą  pom iarow ą.

B ęben  śru b y  m ikrom etryczn ej posuw u po
przecznego 4 s to łu  m iern iczego  2 m ikroskopu  
ustaw ić na w artość odpow iadającą od leg łości 
lin ii p ism a w  zależności od stopn ia  czcionek  i  ro
dzaju lin ii p ism a zgodnie z B N -65 /7442-04  tab. 1 
i 2. N astęp n ie  w  okularze o b serw acyjn ym  19 
spraw dzić, czy  lin ia  poziom a siatk i w  okularze  
g łów k i gon iom etryczn ej pokryw a się  z k raw ęd zia 
m i oczek, p rzesuw ając stó ł m iern iczy  2 d źw ig 
nią do przesuw ania  sto łu  w  k ieru n k u  pod łu żn ym  
8 i określić  ew en tu a ln e  od ch yłk i na bębnie śruby  
m ikrom etryczn ej do p osu w u  poprzecznego 4.

3.6. Dokładność badania. P om iar n a leży  w y 
konać z dokładnością  0,01 m m .

3.7. W ynik badania. P artię  czcionek  ze w zg lę 
du na lin ię  p ism a n a leży  uznać za dobrą, jeżeli:

a) pom iar n ie  w yk aże  o d ch y łk i od w ym iaru  
nom inalnego , ok reślon ego w  B N -65 /7442-04 , 
w ięk szej n iż ± 0,01 m m  dla czcion ek  do 12 p. 
i ± 0 ,015  m m  dla czcion ek  p ow yżej 12 p.
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b) w  w y n ik u  dodatkow ego badania czcionek  
o ty m  sam ym  rysu n k u  zostan ie stw ierdzona n ie 
rów ność lin ii p ism a, a liczba sztuk  w  próbce n ie 
zgodnych  z B N -65/7442-04  n ie przekroczy do
puszczalnej liczb y  sztuk  podanej w  tab. 1.

Tabela 1

Liczba sztuk 
w próbce

Dopuszczalna 
liczba sztuk 

w próbce niezgodna 
z BN-65/7442-04

5 1

15 2

25 3

40 5

60 8

100 10

P artię  czcionek  ze w zg lęd u  na lin ię  p ism a na
leży  uznać za niedobrą, jeże li n ie sp ełn ia  w a
runków  podanych  w  a) i b).

4. METODA LINIOMIERZO W A

4.1. Z asada badania. B adanie polega  na bez
pośrednim  w zrok ow ym  ok reślen iu  rów ności lin ii

p ism a czcionek  w  stosunku  do w zorców  lin ii 
pism a.

4.2. Przyrząd

4.2.1. Opis przyrządu. N a rys. 3 podano p rzy

k ładow o rozw iązan ie k on stru k cyjn e lin iom ierza  

do oznaczenia  rów ności lin ii pism a.

R ozróżnia s ię  dw a ty p y  lin iom ierzy:

a) typ  I z nasadką m ierniczą i bębnem  m ier
n iczym  z działką elem en tarn ą o w artości 0,01 m m , 

o zakresie m iern iczym  0 -4 -2 0  m m ,

b) typ  II bez tu le i z nakrętką m ierniczą, z lin ią  
odniesien ia  na u ch w y cie  i bębnem  m iern iczym , 
z działką elem entarną o w artości 0,01 m m  i za
kresem  sk a li m iern iczej na bębnie lin iom ierza  
0 - 4 -  0,5 m m , o zakresie m iern iczym  0 -4- 20 m m .

W ym agania  ogólne, w rzeciono, bęben, podział- 
ka tu le i, podziałka bębna, oznaczenia  liczb ow e  
podziałek  tu le i i bębna, szerokość k resek  podzia- 
łek , granice dop u szczaln ych  b łędów  p łask ości po
w ierzch n i m iern iczych , gran ice dopuszczalnych  
błędów  rów n oleg łośc i p ow ierzch n i m iern iczych , 
radełkow anie, m ateriał, obróbka ciep lna , uod-

k

rSNF74/7-442-05-3l

Rys. 3. Liniomierz: a) typ I, b) typ II
I — wrzeciono ze śrubą mikrometryczną, 2 — uchwyt, 3 — krawędź oporowa, 
4 — korpus, 5 — tuleja z nakrętką mikrometryczną, 6 — bęben, 7 — czcionka, 

8 — oczko czcionki, 9 — powierzchnia zewnętrzna korpusu.
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porn ien ie na ścieran ie i korozję, odm agnesow a- 
nie, k onserw acja  i opakow anie —  w g P N -72 / 
M -53200.

4.2.2. W yposażenie przyrządu. W zorce lin ii 
pism a o w ym iarach  m iern iczych  zgodnych  z 
B N -65/7442-04, w ykonane w g PN -72/M -53101.

4.2.3. Spraw dzen ie przyrządu. P rzed każdym  
pom iarem  n a leży  spraw dzić p unkt zerow y i ró w 
noleg łość p ołożen ia  w rzeciona w  lin iom ierzu.

P u n k t zerow y  spraw dzić przez u łożen ie  p ły t
ki na pow ierzchn i zew n ętrzn ej korpusu tak, aby  
'w ystaw ała  poza w rzeciono. N astęp n ie  pokręcić  
bębnem  tak, aby w rzeciono oparło się  o p rzyciś
n iętą  p łytką, jak na rys. 4, i n ie spow odow ało  
jej podn iesien ia  się. D ziałka pow inna w sk azyw ać  
punkt zerow y.

1

Rys. 4

1 — wrzeciono ze śrubą mikrometryczną, 4 — korpus, 
10 — płytka.

R ów n oległość położenia  w rzeciona spraw dzić  
w  stosunku  do jed n ak ow ych  dw óch  w zorców  
lin ii pism a w g 4.2.2, u staw ion ych  na pow ierzch 
ni zew n ętrzn ej korpusu  rów n oleg le  do kraw ędzi 
oporow ej i w rzeciona jak na rys. 5.

4.2.4. P rzygotow an ie  przyrządu do badań. U sta
w ić lin iom ierz na w ym iar w ięk szy  o około 2 m m  
od żądanej w ie lk ości lin ii p ism a w g B N -65 / 
7442-04 w  oparciu o dzia łkę nakrętk i i tu le i

lin iom ierza  typ  I lu b  o w zorze lin ii p ism a przy  
lin iom ierzu  typ u  II.

4.3. W arunki pom iaru. P om iar n a leży  w y k o 
n yw ać w  tem p eratu rze  293 ± 2  K  (20 ± 2 °C ).

4.4. L iczba badań. N a leży  zbadać w szy stk ie  
czcionki w  próbce. J eże li liczb a  czcionek , stan o
w iących  próbkę, n ie  m ieśc i s ię  w  lin iom ierzu , 
n a leży  w yk on ać ty le  badań, aby zbadać w sz y s t
kie czcionki.

4.5. O pis badania. U staw ić  badane czcionki 
płaszczyzną sygn atu row ą do p o w ierzch n i ze 
w n ętrzn ej korpusu spraw dzonego w g 4 .2.3 lin io 
m ierza m ięd zy  dw a jednakow e, o d an ym  stopn iu  
pism a, w zorce lin ii p ism a.

D osunąć czcionki i w zorce do k raw ęd zi opo
row ej 3 i w rzeciona 1 u staw ion ego  w g  4.2.4, p o 
kręcić bębnem  6 tak, aby  w rzeciono zaczęło  się  
cofać. U staw ić  kraw ędź m iern iczą  w rzeciona na 
rów ni z lin ią  p ism a w zorców .

W przypadku liter  m ających  zaokrąglen ia , np. 
litery: o, p, praw id łow ość lin ii p ism a określa  się  
w  stosunku  do liter  bez zaokrągleń  przez sp raw 
dzenie rów n om iern ego  przekroczenia lin ii p ism a  
i lin ii w yzn aczon ej przez górną gran icę rysu n k u  
liter  podrzędnych  bez ich  górnych  w yd łu żeń  lub  
przez porów nanie z w zorcem  tej litery .

W przypadku litery  j ustaw ien ie  jej oczka  
spraw dza się  w stosunku  do górnej gran icy  liter  
podrzędnych  bez ich w yd łu żeń  górnych.

C zcionki z inną lin ią  p ism a n a leży  w y łączyć  
z badań i dodatkow o pobrać z partii czcionki 
o rysunku  oczka czcionki w yłączon ej dla w y k o 
nania dod atk ow ych  badań.

4.6. D okładność badania. Pom iar n ależy  w y 
konać z dokładnością  w yn ik ającą  z ocen y  w zro 
kow ej.

4.7. W ynik. P artię  czcionek  ze w zględ u  na lin ię  
pism a n a leży  uznać za dobrą, jeżeli:

a) w  w y n ik u  pom iaru n ie  zostaną w y k ry te  
czcionki z n ierów ną lin ią  p ism a,

b) w  w y n ik u  dodatkow ego badania czcionek  
o tym  sam ym  rysunku oczka zostan ie  s tw ierd zo -
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na n ierów ność lin ii pism a, a liczba sztuk  n ie 
dobrych  w  próbce n ie  przekroczy dopuszczalnej 
liczb y  sztuk  podanej w  tab. 2.

Tabela 2

Liczność sztuk 
w próbce

Dopuszczalna 
liczba sztuk 

niedobrych w próbce

5 1

15 2

25 3

40 5
60 8

100 10

P artię  czcionek ze w zględ u  na lin ię  pism a na

leży  uznać za niedobrą, jeżeli n ie sp ełn ia  w a
runków  podanych w  a) i b).

5. POSTANOW IENIA PRZEJŚCIOWE

Do dnia 31 grudnia 1976 dopuszcza się  ba

danie rów ności lin ii pism a czcionek  przyrządem  

w g rozdz. 4 n in iejszej norm y w  zakładach pro

dukujących  czcionki, a od 1 styczn ia  1977 roku  

w  zakładach p o ligraficznych , jako badanie orien 

tacyjne.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca noemę — Ośrodek Ba
dawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-65/7442-05
a) wprowadzono nową metodę badania linii pisma,
b) zaktualizowano układ normy zgodnie z PN-73/ 

N-02002.

3. Normy związane
PN-72/M-53101 Warsztatowe środki miernicze. Płytki 

wzorcowe
PN-72/M-53200 Narzędzia pomiarowe. Przyrządy mikro- 

metryczne. Wymagania

PN-61/P-50067 Produkty przemysłu papierniczego. Ba
dania techniczne. Klimatyzowanie próbek laborato
ryjnych

BN-65/7442-03 Materiał zecerski. Pobieranie próbek do 
badań

BN-65/7442-04 Materiał zecerski. Linia pisma

4. Autorzy projektu normy — inż. Janusz Byliński 
i Jerzy Kucbajski — Odlewnia Czcionek w Warszawie, 
Jerzy Krukowski — Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Przemysłu Poligraficznego.

5. Terminologia stosowana w normie — wg BN-71/ 
7401-04.


